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Prufungsantrag gem. § 44 PatG 1st gestellt 

(§) Verfahren und Einnchtung zur Messung der Dicke eines Metallbandes 

(g) GemaB dem angegebenen Verfahren zur Messung der 

Dicke eines Metallbandes bzw. der angegebenen Einrich- ' *^ 

tung wird die Dicke des Metallbandes mitteis ernes Dik- t 

kenmel^gerates gemessen. Zusatziich wird die Steigung 

der Oberflache des Metallbandes gemessen und ein mit i o r-\ 

dem DickenmeSgerat gemessener DickenmeSwert in Ab- / ^"""^^ 
hangigkeitder Steigung der Oberflache des Metallbandes 
korrigiert. 
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Die Erfindung bcirifft Verfahren bzw. einc Einrichtunc 
zur Messung der Dickc eines MeuiUbandcs mittels eines 
DickenineBgerates. 5 

Bei Dickenmefigeraten, die auf deni Absorptionsprinzip 
basieren, korami es insbesondere ain Bandkopf zu MeBun- 
genauigkeiten. 

Entsprechend ist es Aufgabe der Erfindung, ein Verfahren 
bzw. eine Einrichlung anzugeben, das bzw. die es ermog- lo 
hchu die Dicke eines Mctallbandes praziscr zu inessen. 

Die Aufgabe wind erfindungsgeniaB durch ein Verfahren 
bzw. eine Einrichtung zur Messung der Dicke eines Mctall- 
bandes mittels eines DickcnnieBgerates gelosl, wobei die 
Steigung der Oberflache des Mctallbandes gemessen wird 15 
und wobei ein mil dem DickenmeBgerat gemessener Dik- 
kenmeBwert. in Abhangigkeit der Steigung der Oberflache 
des Mctallbandes korrigiert wird. 

^ In vorteilhafler Ausgestaltung der Erfindung wiixl die 
Steigung der Oberflache des MetaUbandes in Langsrichtung 20 
des Meullbandes gemessen und ein mil dem DickenmeBge- 
rat gemessener DickenmeBwerl in Abhangigkeit der Stei- 
gung der Oberflache des Mctallbandes in Langsrichtung des 
Mctallbandes korrigiert. 

In weiterhin vorteilhafter Ausgestaltung der Erfindung 25 
wird die Sfeigung der Oberflache des Mctallbandes in Quer- 
nchtung des Mctallbandes gemessen und ein init dem Dik- 
kenmeBgerat gemessener DickenmeBwert in Abhangigkeit 
der Steigung der Oberflache des Mctallbandes in Querrich- 
tung des Mctallbandes korrigiert^ 30 

In weiterhin vorteilhafter Ausgestaltung der Erfindung 
wird die Steigung der Oberflache des Mctallbandes in zwei 
Richtungen gemessen und ein mit dem DickenmeBgerat ge- 
messener DickenmeBwert in Abhangigkeit der Steigung der 
Oberflache des MetaUbandes in beide Richtungen korrigiert. 35 

Vorteile und Einzelheiten wgeben sich aus der nachfol- 
genden Beschreibung von AusfUhrungsbeispielen. 

Im einzelnen zeigen: 

Fig. 1 eine Anordnung zur Korreklur eines DickenmcB- 
wcrtcs, ^ 

Fig. 2 die Anordnung eines DickenmeBgerates und 
Fig. 3 eine alternative Anordnung zur Koirektur eines 
DickenmeBwertes. 

In Fig, 1 bczcichnct Bczugszcichcn 1 cin Mctallband, 
dessen Dicke gemessen wird. Zur Korrektur eines mit einem 45 
in Fig. 2 gezeigten DickenmeBgerat gemessenen Dicken- 
meBwertes sind zwei oplische Slrahler, insbesondere Laser 
3 und 4, vorgesehra, die ein Fadenkreuz 9 auf das MetaU- 
baid 1 projizieren. Das Fadenkreuz 9 wird mit einem opti- 
schen Sensor, insbesondere einer Kamera 2, erfaBt. so 

Fig. 2 zeigt das Melallband 1 im QuerschnitL zusaimnen 
mit emer DickenmeBeinrichtung 5. Die Dickenmefieinrich- 
tung 5 weist einen Strahler 6 und einen Empfanger 7 auf. 
Aus der Absorption des vom Sender ausgesandten Slrahls 
10 bei DurchUitt durch das Mctallband 1 wird ein Wert fur 55 
die Dicke des MetaUbandes 1 errechnet Die Laser 3 und 4 
m Fig. 1 werden so ausgerichtet, daB die Mitle des Faden- 
kreuzes 9 sich im Normalfall mit dem Durchtrittspunkt 8 des 
Strahls 10 durch das Mctallband 1 deckL Eine Abweichung 
des Fadenkreuzes 9 von der gewiinschten Position wird mit 60 
der Kamera 2 erfaBt und mittels einer nicht dargesteUten 
Auswerteeinrichtung ausgewcrtet. Aus der Abweichung der 
Position des Fadenkreuzes von seiner normalen Position 
wird die Steigung des Bandes in zwei telt. und somit der mit 
dem DickenmeBgerat 5 ermittelte DickenmeBwert korri- 65 
giert. 

Fig. 3 zeigt eine zur Anordnung gemaB Fig. 1 alternative 
Anordnung zur Konrektur eines DickenmeBwertes. Diese al- 



ternative Anordnung ist zur Korrektur eines mit einer Dik- 
kenmcBcinrichtung 5 gemessenen DickenmeBwertes ein- 
setzbar. Die Anordnung gemaB Fig. 3 wcist als Radarscnso- 
ren 11, 12, 13, 14 ausgebildctc Abslandssensoren auf, die 
senkrecht auf das Mctallband 1 suahlen, den vom Mctall- 
band 1 refiektierten Radarstrahl empfangen und somit die 
Hohe des Mctallbandes 1 messen. D.h. die Radarsensoren 
11, 12, 13, 14 messen die H6he einzelner Punkte des MetaU- 
bandes 1. Aus den von den Radarsensoren 11 und 12 gelie- 
ferten Signalen wird mittels einer nicht dargesteUten Aus- 
werteeinrichtung die Steigung des MetaUbandes 1 in Langs- 
richtung des MetaUbandes 1 ini Durchuittspunki 8 des 
Strahls 10 durch das Mctallband 1 bestimmt. Aus den von 
den Radarsensoren 13 und 14 gelieferten Signalen wird mit- 
tels der nicht dargesteUten Auswerteeinrichtung die Stei- 
gung des MetaUbandes 1 in Quenichtung des Mctallbandes 
1 im Durchtrittspunkt 8 des Strahls 10 durch das Mctallband 
1 bestimmt. Aus den Steigungen des Mctallbandes in Langs- 
und Querrichtung wird die maximale Steigung des Bandes 
im Durchtrittspunkt 8 (a) ermitlelt und der von der Dicken- 
meBeinrichtung 5 gemessene DickenmeBwert damit kom- 
giert. 

Der gemessene DickenmeBwert Dn, wird mittels des Zu- 
sammenhanges 

l\on = • COsa 

ZU einem korrigierten DickenmeBwert Dton korrigiert, wo- 
bei a der groBtc Steigungswinkel des Bandes im Durch- 
tritt.spunkt8 ist 

Durch die beiden Steigungen ist eine Ebene im Rauiii (bis 
auf einen Offset) eindeutig bestimmt Der Winkel a ist der 
maximale Steigungswinkel dieser Ebene gegen eine waace- 
rechte Flache. ^ 



PatentansprUche 

1. Verfahren zur Messung der Dicke eines MetaUban- 
des (1) mittels einer DickenmeBeinrichtung (5) da- 
durch gelcennzeiclinet, daB die Steigung der Oberfla- 
che des Mctallbandes (1) gemessen wird und daB ein 
nut der DickenmeBeinrichtung (5) gemessener Dicken- 
meBwert in Abhangigkeit der Steigung der Oberflache 
des MetaUbandes (1) koirigicrt wird. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Steigung der Oberflache des MetaUbandes 
(1) m Langsrichtung des MetaUbandes (1) gemessen 
wird und daB ein mit der DickenmeBeinrichtung (5) ge- 
messener DickenmeBwert in Abhangigkeit der Stei- 
gung der Oberflache des MetaUbandes (1) in Langs- 
nchtung des MetaUbandes (1) korrigiert wird. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Steigung der Oberflache des MetaU- 
bandes (1) in Quenichtung des MetaUbandes (1) ge- 
messen wird und daB ein mit der DickenmeBeinrich- 
tung (5) gemessener DickenmeBwert in Abhangigkeit 
der Steigung der Oberflache des Mctallbandes (1) in 
Querrichtung des MetaUbandes (1) korrigiert wird 

4. Verfahren nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch ge- 
kennzeichneu daB die Steigung der Oberflache des Me- 
taUbandes (1) in zwei Richtungen gemessen wird und 
daB ein mit der DickenmeBeinrichtung (5) gemessener 
DickenmeBwert in Abhangigkeit der Steigung der 
Oberflache des MetaUbandes (1) in beide Richtungen 
korrigiert wild. 

5. Verfahren nach Anspruch 1, 2, 3 oder 4, dadurch ge- 
kennzeichnct, daB zur Bestimmung der Steigung der 
Oberflache die Abweichung des Fadenkreuzes von den 
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Bezugslinien gemessen wird, wobei sich die Bezugsii- 
nien auf der Oberflache des Metallbandes eigeben, 
wenn das Band flach liegl (Sleigung = 0). Aus den Ab- 
weichungcn zu den Bezugslinien konnen die HShen 
und daniil die Sleigung f des Bandes berechnet wer- 5 
den. 

6. Verfahren nach Anspnich 5, dadurch gekennzeich- 
net, daB der gemessene DickenmeBwert geiiiaB dem 
Zusammenhang 

10 

I>korr= Dm • COsa 

zu eineni korrigierlen DickenmeBwert komgiert. winl, 
wobei 

Dm der gemessene DickenmeBwert, 15 

Djcorr der konigierte DickenmeBwert. und 

a der groBte Winkel des Metallbandes gegen eine waa- 

genechte Flache 

ist. 

7. Einrichtung zur Messung der Dicke eines Metall- 20 
bandes (1), insbesondere zur Durchfuhrung eines Ver- 
fahrens gemaB einem der vorhergehenden Anspruche, 
wobei die Einrichtung zur Messung der Dicke des Me- 
tallbandes (1) eine DickenmeBeinrichtung (5) aufweisU 
dadurch gekennzeichnet, daB die Einrichtung zur Mes- 25 
sung der Dicke des Metallbandes (1) zumindest zwei 
optische Strahlungsquellen, insbesondere Laser (3, 4), 
zumindest einen optischen Sensor, insbesondere eine 
Kamera (2), sowie eine Auswerteeinrichtung aufweist, 
wobei die Auswerteeinrichtung aus von dem optischen 30 
Sensor gelieferten MeBwerten die Steigung der Ober- 
flache des Metallbandes (1) errechnend und einen mit 
der DickenmeBeinrichtung (5) gemessenen Dicken- 
meBwert in Abhangigkeit der Steigung der Oberflache 
des Metallbandes (1) korrigierend ausgebildet ist. 35 
8. Einrichtung zur Messung der Dicke eines Metall- 
bandes (1), insbesondere zur Durchfiihrung eines Ver- 
fahrens gemaB einem der vorhergehenden Anspruche, 
wobei die Einrichtung zur Messung der Dicke des Me- 
tallbandes (1) cine DickenmeBeinrichtung (5) aufweist, 40 
dadurch gekennzeichnet, daB die Einrichtung zur Mes- 
sung der Dicke des Metallbandes (1) zumindest zwei 
Abstandssensoren sowie eine Auswerteeinrichtung 
aufweist, wobei die Auswerteeinrichtung aus von den 
Abstandssensoren gelieferten MeBwerten die Steigung 45 
der Oberflache des Metallbandes (1) errechnend und 
einen mit der DickenmeBeinrichtung (5) gemessenen 
DickenmeBwert in Abhangigkeit der Steigung der 
Oberflache des Metallbandes (1) korrigierend ausgebil- 
det ist. 5Q 

9. Einrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB sie zumindest vier Abstandssensoren auf- 
weist 

10. Einrichtung nach Anspruch 8 oder 9, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Abstandssensoren als Radarsen- 55 
soren (11, 12, 13, 14) ausgebildet sind. 
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